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KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

studia stacjonarne:

studia niestacjonarne:

Nazwa przedmiotu

Cyfrowe systemy pomiarowe

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Digital measuring systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/2021

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Szkola Doktorska

Poziom ksztalcenia I1I stopien

Profil studiéw Ogélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow Studia stacjonarne

Zakres -

Jednostka prowadzgca przedmiot Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Jerzy Augustyn

Zatwierdzit dr hab. inz. Lukasz Bak, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Wybieralny

Jezyk prowadzenia zajec Polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr IV

studiow - semestr studia niestacjonarne -

Wymagania wstepne -

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktow ECTS 2

Forma prowadzenia zaje¢ wyklad ¢wiczenia | laboratorium projekt inne

stud.ia 30

Liczba godzin | stacjonarne:

w semestrze studia
niestacjonarne:




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Odniesienie do
Efekty ksztalcenia efektow
kierunkowych

Wiedza

Ma zaawansowana wiedz¢ o charakterze podstawowym

W01 |z =zakresu budowy i zasad oprogramowania systemow K wWo1

pomiarowych, zwigzanych z obszarem prowadzonych badan.

W02

Zna podstawy teoretyczne i praktyczne, zwigzane z obszarem
prowadzonych badan, konieczne do modelowania oraz
integracji systemow pomiarowych, zwlaszcza dla potrzeb
unikalnych eksperymentoéw naukowych.

K_W02

Umiejetnosci

Potrafi  efektywnie pozyskiwa¢ informacje zwigzane
z prawidlowym doborem elementéw systemu pomiarowego

Uol1 oraz ich integracja w wybranym srodowisku programistycznym K U001

z réznych zrdédel, takze w jezykach obcych, oraz dokonywac
wiasciwej selekcji 1 interpretacji tych informacji.

uo02

Potrafi planowac¢ i dziata¢ na rzecz wtasnego rozwoju, budowac
swoOj wizerunek naukowca, rozumie potrzebe ciaglego
doksztalcania si¢ oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
i osobistych.

K_U09

Kompetencje
spoteczne

Ma $wiadomos¢ spotecznej roli absolwenta szkoty doktorskiej;
rozumie i odczuwa potrzebe zaangazowania si¢ w ksztalcenie

K01 specjalistow w reprezentowanej dyscyplinie oraz innych K-K03

dzialan na rzecz interesu publicznego, prowadzacych
do rozwoju spoteczenstwa opartego na wiedzy.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tre$ci programowe

wyktad

8.
9.
10.
11.

Konfiguracja i struktura systemu pomiarowego. Klasyfikacja systeméw pomiarowych.
Elementy wykonawcze systemu, organizacja transmisji informacji.

Cyfrowe przyrzady systemowe (zasada cyfrowego pomiaru czgstotliwosci 1 czasu,
czgstosciomierze 1 czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe napigé stalych
i przemiennych, przetwarzanie rezystancji, pojemnosci i indukcyjnosci w przedzial czasu,
multimetry cyfrowe).

Jezyk programowania przyrzadéw pomiarowych — SCPI.

Interfejs w systemie pomiarowym (klasyfikacja interfejséw, zasieg interfejsu, magistrala
systemu interfejsu, rodzaje szyn, operacje logiczne na magistrali).

Interfejsy szeregowe, bezprzewodowe, réwnolegle. Standard interfejsu IEC-625
(organizacja systemu, struktura urzadzenia IEC-625kabel interfejsowy, wymagania
techniczne magistrali IEC-625).

Kasetowe i modutowe systemy pomiarowe. Standardy: PXI, VXI, LXI.

Komputerowe karty pomiarowe. Wirtualne przyrzady pomiarowe. Oprogramowanie
wirtualnych przyrzadéw pomiarowych.

Srodowisko programistyczne Labview. Tworzenie przyrzadow wirtualnych i akwizycja
danych pomiarowych w srodowisku Labview.

Oprogramowanie systemoéw pomiarowych w srodowisku MATLAB/Simulink.
Mikrosystemy pomiarowe. Urzadzenia [oT.

Prezentacja wybranego rozwigzania systemu pomiarowego do przeprowadzenia
eksperymentéw w obszarze prowadzonych badan.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaj¢c




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny

w01 X
w02 X
uo1 X
uol1 X
KOl X X

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Folrnrlz Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyktad zaliczenie z oceng Kolokwium pisemne, przedstawienie prezentacji, dyskusja.
*) zostawic tylko realizowane formy zajg¢
NAKLAD PRACY STUDENTA
Bilans punktéow ECTS
Obciazenie studenta Jei‘:’“
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajgciach zgodnie z planem wWiCc|L|P|S|W|[C|L]|P h
’ studiow 30
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 5 h
Razem przy bezpoSrednim udziale
3. . s 35 h
nauczyciela akademickiego
Liczba punktéow ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1.4 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. 15 h
studenta
6. Liczba Punktow ECTS, ktm:a Stl.ldellt 0,6 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwiazany z zajeciami 0.0 h
" | o charakterze praktycznym ’
Liczba punktéw ECTS, ktora student
8. | uzyskuje w ramach zajeé o charakterze 0,0 ECTS
praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 50 h
10, Punkty ECTS za modul ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
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